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UNE-EN ISO 12179 
 
Especificación geométrica de productos (GPS) 
Estado superficial: Método de perfil 
Calibración de instrumentos de contacto (palpador) 
(ISO 12179:2021) 

Geometrical product specifications (GPS). Surface texture: Profile method. Calibration of contact (stylus) 
instruments (ISO 12179:2021). 

Spécification géométrique des produits (GPS). Etats de surface: Méthode du profil. Etalonnage des 
instruments à contact (palpeur) (ISO 12179:2021). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 12179:2022, que a su 
vez adopta la Norma Internacional ISO 12179:2021. 
 
Esta norma anula y sustituye a las Normas UNE-EN ISO 12179:2001 y 
UNE-EN ISO 12179:2001/AC:2011. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
 
 
© UNE 2023 
Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE. 
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica la calibración y ajuste de las características metrológicas de los instrumentos 
de contacto (de palpador), para la medición de la calidad superficial por el método del perfil, definidos 
en la Norma ISO 3274. La calibración y ajuste se realizan mediante el uso de patrones de medida. 
 
El anexo B especifica la calibración y ajuste de las características metrológicas de los instrumentos de 
contacto (de palpador), de utilización simplificada, no conformes con la Norma ISO 3274. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
ISO 3274, Especificación geométrica de productos (GPS). Calidad superficial: Método del perfil. 
Características nominales de los instrumentos de contacto (palpador). 
 
ISO 5436-1:2000, Especificación geométrica de productos (GPS). Calidad superficial: Método del perfil; 
patrones. Parte 1: Medidas materializadas. 
 
ISO 10012, Sistemas de gestión de las mediciones. Requisitos para los procesos de medición y los equipos 
de medición. 
 
ISO 14253-1, Especificación geométrica de productos (GPS). Inspección mediante medición de piezas y 
equipos de medida. Parte 1: Reglas de decisión para verificar la conformidad o no conformidad con las 
especificaciones. 
 
ISO 14253-2, Especificación geométrica de productos (GPS). Inspección mediante medición de piezas y 
equipos de medida. Parte 2: Guía para la estimación de la incertidumbre en las mediciones GPS, en la 
calibración del equipo de medida y en la verificación de productos. 
 
ISO 21920-2, Especificación geométrica de producto (GPS). Textura de la superficie: Método del perfil. 
Parte 2: Términos, definiciones y parámetros de la textura de superficie. 
 
ISO 25178-73, Especificación geométrica de productos (GPS). Calidad superficial: Áreas. Parte 73: 
Términos y definiciones para defectos superficiales en medidas materiales. 
 
ISO/IEC Guide 98-3, Incertidumbre de medida. Parte 3: Guía para la expresión de la incertidumbre de 
medida (GUM:1995). 
 
ISO/IEC Guide 99, Vocabulario Internacional de Metrología. Conceptos fundamentales y generales y 
términos asociados (VIM). 
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